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Podstata rieSenia spodiva v tom, Ze mik-
ropofita¢ je pripojeny cez obvod predvolby
stabilizovanych priidov. na zadavaci vstup
stabilizdtora pruadu. Stabilizdtor pridu je
pripojeny cez testovany isti€ na pradovy
bo¢nik a napitovy bistabilny obvod. Napi-
tovy bistabilny obvod je obojsmerne pripo-
jeny na mikropoc¢itad. Pradovy bof¢nik je
pripojany na spédtnovdzobny vstup stabili-
zdtora pridu a na analégovy vstup anald-
govej pamiite pridu, pripojenej na mikro-
potitat. Vystup analégovej paméte pridu je
pripojeny na Cislicovy voltmeter, ohojsmer- 1
ne pripojeny na mikropotitad.
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Vynédlez sa tyka zapojenia na testovanie
elektromagnetickej sptste istita.

Doteraz sa testovanie a nastavovanie e-
lektromagnetickej spiiste instiowv vykonava
ru¢ne, alebo poloautomaticky. Pri ru¢nom
spésobe testovania sa velkost testovacie-
ho pridu a &as jeho trvania nastavuje rué-
ne podla ucinku testovacieho pridu na e-
lektromagnetickii spust istia. Obsluha tu
rozhodne o sprdvnosti nastavenia elektro-
magnetickej spudte istia. Testovaci prid
treba nastavovat na dve velkosti. Prva vel-
kost testovacieho pridu predstavuje testo-
vaci priad, pri ktorom eSte nesmie dojst
prostrednictvom elektromagnetickej spuste
k vypnutiu spinacieho mechanizmu isti¢a.
Druhd velkost testovacieho priadu pred-
stavuje testovaci prad, pri ktorom musi
ddjst prostrednictvom elektromagnetickej
spiSte k vypnutiu spinacieho mechanizmu
istita. Ak treba, obsluha ruéne pooto¢i na-
stavovacou skrutkou  elektromagnetickej
spiSte istia, pripadne zapne spinaci me-
chanizmus isti€a. Tymto spdsobom wobslu-
ha pokraluje tak dlho aZ sa dosiahne po-
Zadovaného tud¢inku testovacieho pridu na
elektromagnetickd 3pust istia. Pri poloau-
tomatickom spdsobe si vopred nastavené
dve velkosti testovacieho pridu a &as tr-
vania testovacieho prudu. Cas trvania tes-
tovacieho pridu je nastaveny dlh3ie ako
poZadovana doba za ktorii musi -elektro-
magnetickd spudt vypnuat spinaci mechaniz-
mus isti€a. Prvd velkost testovacieho pridu
predstavuje testovaci prud, pri ktorom es-
te nesmie dbjst prostrednictvom elektro-
magnetickej spiSte k vypnutiu spinacieho
mechanizmu istita. Druhd velkost testova-
cieho pridu predstavuje testovaci prad pri
ktorom musi déjst prostrednictvom elektro-
magnetickej spidte k vypnutiu spinacieho
mechanizmu isti¢a, pri€om sa vyhodnocuje
doba, za ktorit doSlo k vypnutiu spinacie-
ho mechanizmu isti€a. Obsluha postupne
zapina jednotlivé velkosti testovacieho pra-
du a podla ich G&€inku na spinaci mecha-
nizmus istita a doby za ktord doflo k vy-
punutin spinacieho mechanizmu isti¢a roz-
hodne o sprdvnosti nastavenia elektromag-
netickej spuste istita. Ak treba, obsluha
ruéne pootoéi nastavovacou skrutkou elek-
tromagnetickej spaste istifa, pripadne zap-
ne spinaci mechanizmus istifa. Tymto spo-
sobom obsluha pokraduje tak dlho, aZ sa
dosiahne poZadovaného ufinku testovacie-
ho priidu na elektromagnetickd spust istida.
Nevyhody ru€ného spdsobu testovania spo-
¢ivaji najmd v tom, Ze si vyZaduje vysoki
zrugnost obsluhy a je Gasovo nérotné d&o
nevyhovuje pre sériovi vyrobu. Nevyhody
poloautomatického spfsobu testovania spo-
¢ivajid v tom, Ze si vyZaduje tieZ vysoku
zruénost obsluhy a vopred nastavené vel-
kosti testovacieho pridu vykazuji znand
nestabilitu vzhladom ku kolisaniu siefového
napétia alebo k rozptylu odporovich hod-
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ndt v kontaktnych prechodoch, €¢i k vyrob-
nému rozptylu odporovych hodnét viastné-
ho istida.

Vy38ie uvedené nevyhody odstrafiuje za-
pojenie na testovanie elektromagnetickej
spuste istita podla vynélezu, ktorého pod-
statou je, Ze vystup mikropoc¢itata je pripo-
jeny cez obvod predwolby stabilizovanych
prudov na zadévaci vstup stabilizdtora pri-
du. Prvy vystup stabilizdtora pradu je pri-
pojeny jednak cez testovany isti¢ na pra-
dovy botnik a jednak na prvy vstup napi-
tového bistabilného obvodu. Druhy vystup
stabilizdtora pridu je pripojeny na prudo-
vy bofnik a na druhy vstup napdtového
bistabilného obvodu obojsmerne pripojené-
ho na mikropo€itaé. Prudovy bodnik je pri-
pojeny jednak na spédtnovdzobny vstup sta-
bilizdtora pridu a jednak na analégovy
vstup analégovej pamdéte pridu pripojenej
na mikropogitad. Vystup analégovej pamite
pridu je pripojeny na ¢&islicovy voltmeter
obojsmerne pripojeny na mikropoeditac.

Zapojenim na testovanie elekiromagne-
tickej spuste istia sa docieli toho, Ze prud
tedici testovanym istiCom je stabilizovany,
ktory eliminuje prechodové odpory a odpo-
rovy rozptyl istiov. Testovaci prid merany
{islicovym woltmetrom vykazuje dobra roz-
liSovaciu schopnost. Vyhodou je aj to, Ze
porovnanie predvolenych a nameranych
hiodndt je v Eislicovej forme, ¢im sa neza-
naSa do vysledku Ziadna nepresnost.

Na pripojenom vykrese je nakreslend
blokovd schéma zapojenia na testovanie e-
lektromagnetickej spiste istita.

Zapojenie na testovanie elektromagnetic-
kej spuste istifa pozostidva z riadiacehn mo-
dulu 1 pripojeného na mikropo&itad 2. Mik-
rapofitad 2 je obojsmerne pripojeny na mo-
nitorovacie ¢&leny 3, upinaci mechanizmus
4, natahovaci mechanizmus 5 a nastavovaci
mechanizmus 6. Upinaci mechanizmus 4 je
tvoreny 16Zkom ovlddanym pneumatickym
valcom a nad 16Zkom je uloZeny odpruZeny
kontaktny palec. Natahovaci mechanizmus
5 je tvoreny ramenom ovlddanym pneuma-
tickym valcom. Nastavovaci mechanizmus
6 pozostdva zo skrutkovacej jednotky. Vy-
stup mikropoditata 2 je pripojeny na obvod
7 predvolby stabilizovanych pridov, klory
je pripojeny na zaddvaci vstup 8 stabilizi-
tora 9 prddu. Prvy vystup 10 stabilizdtora 9
pradu je pripojeny jednak cez testovany
isti€ 11 na priidovy botnik 12 1a jednak na
prvy vstup 18 napédtového bistabilného ob-
vodu 19. Druhy vystup stabilizdtora pridu
9 je pripojeny na priadovy botnik 12 a nad
druhy vstup 20 napétfového bistabilného ob-
vodu 19 obojsmerne pripojeného na mikro-
pofitat 2. Pridovy bo&nik 12 je pripojeny
jednak na spédtnovdzobny vstup 14 stabili-
z4tora 9 prudu a jednak na analégovy vstup
15 anal6égovej pamite 18 pridu pripojeunej
na mikropod¢itad 2. Vystup analégovej pa-
méte 16 pridu je pripojeny na d&islicovy
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voltmeter 17 wobojsmerne pripojeny na mik-
ropocitat 2.

Funkcia zapojenia na testovanie elektro-
miagnetickej spuSte isti€a je nasledovna:
Pred spustenim testovacieho zariadenia ‘sa
v riadiacom module 1 nastavia poZadované
parametre a to velkost prddu, toleranéné
hranice pridu, pofet testov testovaného is-
ti¢a 11. Riadiaci modul 1 na podnet obslu-
hy prostrednictvom mikropod&itata 2, upina-
cieho mechanizmu 4 upne a su€asne na-
kontaktuje testovany isti¢ 11, pri¢om pro-
stredriictvom natahowacieho mechanizmu 5
natiahne testovany isti¢ 11. Potom nasledu-
je stibor testov ¢o do velkosti réznych hod-
not testovacich pridov prechadzajicich cez
testovany isti€ 11, ktory pozostdva z testu
dolnym testovacim priadom, testu nastavo-
vacim pridom a testu hornym testovacim
pradom. Test dolnym testovacim pradom,
pri ktorom spriavne nastaveny testovany is-
ti€¢ 11 nesmie vypnut. Test nastavovacim
prudom pri ktorom spréavne nastaveny tes-
tovany isti¢ 11 nesmie vypnal. Ak testova-
ny istic 11 pri nastavovacom testovacom
priade vypol, potom mikropodital 2 pro-
strednictvom nastavovacieho mechanizmu
6 pootodi nastavovacou skrutkou elektro-
magnetickej spuSte testovaného istita 11.
Test hornym testovacim priidom pri ktorom
spravie nastaveny testovany isti€ 11 musi
vypniit. Pred kaZdym testom dolnym nasta-
vovacim a hornym testovacim pridom je
predradeny test kontrolnym testovacim
prudom. Test kontrolnym testovacim prua-
dom preveruje sprdvnost nakontaktovania
a natiahnutia testovauného isti¢a 11. Sidbor
testov zafina testom hornym testovacim
pradom, pokracuje testom nastavovacim
testovacim pridom a konéi dvojicou testov
hornym testovacim pridom w@a potom dol-
nym testovacim prudom. Test hornym tes-
tovacim pridom sa po sebe opakuje podla
predvolby. Test nastavovacim testovacim
pridom sa opakuje dovtedy, aZ sa dosiahne
spravineho nastavenia testovaného isti¢a 11.
Maximélny pofet nastaveni je dany predvol-
bou. Dvojica testov: hornym testovacim pra-
dom potom dolnym testovacim pradom sa
po sebe opakuje podla predvolby. Predval-
ba pot¢tu jednotliviych testov a maximdlne-
ho podtu nastavenia je zadand v riadiacom
module 1 a zabezpeCuje ich mikropoéitad 1.
Ak vplyvom testovacieho priidu déjde k vy-
pnutiu testovaného istita 11, potom mikro-
poditat 2 prostrednictvim mnatahovacieho
mechanizmu % natiahne testovany isti¢ 11.
KaZdy test zabezpeCuje mikropoditad 2
tym, %e vynuluje jednak analégovili paméit
16 pridu a jednak napédtovy bistabilny ob-
vod 19 dalej cez obvod 7 predvolby stabili-
zovanych prudov vybudi nap&tovou urov-
tou zaddvaci vstup 8 stabilizdtora 9 pradu.
Velkost napétovej trovne zodpoveda wvel-

kosti poZadiovaného testovacieho pradu.
Stabilizator 9 priidu na zéklade napétovej
urovne na zaddvacom vstupe 8. generuje
testovaei pridu-do-prvého vystupu 10, kto-
ry sa -uzatvdra cez testovany isti¢ 11 a pra-
dovy bofnik 12 do: druhého vystupu 13 sta-
bilizdtora 9 prddu. Pridovy : bognik 12 sta-
bilizdtora 9 pridu zabezpefuje poZadovany
testovaci prid cez testovany isti¢ 11. Pru-
dovy botnik 12, tym Ze je stfasne pripoje-
ny na analdgovy vstup-12 analégovej pamé-
te 16 pridu odovzdd informéciu vo forme
napétia o velkosti testovacieho pridu pre-
chédzajiceho cez pradovy boénik 12 do a-
nalégovej paméte 16 priadu. Analdgovd pa-
méat 16 prdadu na zéklade vstupnej napéto-
vej hodnoty na analégovom vstupe 15 ge-
neruje Gmerné napétie na vystupe s pamé-
tovou funkciou, ktoré je privedené na vstup
tislicového voltmetra 17. Stabilizdtor pradu
9 odovzddva informdaciu o napéati, ktoré je
potrebné na pretlafenie poZadovaného tes-
tovacieho pridu cez testovany isti¢ 11. Ak
testovany isti€ 11 v priebehu tirvania tes-
tovacieho pridu vypne, alebo nebol vdbec
zapnuty, vtedy napétie na prvom vystupe 10
voti druhému vystupu 13 stabilizdtora 9
priadu dosiahne maximélnu hodnotu a tym
napédtovy bistabilny obvod 19 zmeni stav na
vystupe. Mikropoditat 2 prostrednictvom
napétového bistabilného obvodu 18 ziskava
tdaj ¢i v priebehu trvania testovacieho pri-
du doSlo k vypnutiu testovaného isti¢a 11,
alebo ¢i bol testovany istit¢ 11 vébec na-
tiahnuty. Ak bol testovany isti€ 11 natiah-
nuty a nedoSlo k jeho vypnutiu pofas tes-
tovacieho prtdu, mikropofita 2 prostred-
nictvom Cislicového voltmetra 17 ziskava G-
daj o velkosti testovacieho priudu, ktory
presiel testovanym istitom 11. Stfasne mik-
ropoditat 2 porovnd snimnutd hodnotu tes-
tovaného pridu s predvolenou toleranciou
testovacieho pridu v riadiacom module 1.
Ked sa testovaci prid pohybuje v nastave-
nej tolerancii, tak mikropo€itat 2 povaZuje
testovaci Uukon za sprdvny, zariadenie moZe
pokratovat v dalsich testovacich tkonoch.
Ak sa testovaci prid nachddza mimo na-
stavenej tolerancie, tak mikropogitat 2 po-
vaZuje testovaci ukon za chybny, nepokra-
¢uje v dalSich testovacich tkonoch, pri¢om
chybu ozndmi prostrednictvom monitorova-
cich ¢lenowi 3. Ked v priebehu testovacieho
pridu doslo k vypnutiu testovaného istita
11, alebo testovany istit¢ 11 nebol natiahnu-
ty, nedochddza k meraniu testovacieho pra-
du. :

V pripade ak v priebehu testovania tes-
tovany isti¢ 11 nie je moZné nastavit, ale-
bo nedosiahne pozZadované parametre, je
tento z dalSieho testovania vyradeny. Vy-
sledok testu spracovava mikropofitad 2 a
odovzddva ho prostrednictvom monitorova-
cich é&lenov 3.
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PREDMET VYNALEZU

Zapojenie na testovanie elktromagnetic-
kej spi§te istita pozostdvajlice z riadiaceho
modulu pripojeného na mikropo&itat a pri-
pojenymi monitorovacimi &lenmi, upinacim
mechanizmom, natahovacim mechanizmom,
nastavovacim mechanizmum a z testovacich
¢lenov isti€a tvorenych obvodom predvol-
by stabilizovanych priadov, stabilizatorom
pridu, pridovym bo¢nikom, analégovou
pamétou priadu, Cislicovym voltmetrom a
napédtovym bistabilnym obvodom vyznadu-
juce sa tym, Ze vystup mikropo€itata (2) je
pripojeny cez wbvod (7) predvolby stabi-
lizovanych pridov na zadédwaci vstup (8)
stabilizdtora (9) prudu, prifom prvy vystup
(10) stabilizdtora (9) pridu je pripojeny

jednak cez testovany isti¢ {11) na prudovy
bo€nik (12} a jednak na prvy vstup (18}
napédtového bistabilného obvodu (19), kym
druhy vystup (13) stabilizdtora (9) pridu
je pripojeny na pridovy bo&nik (12) a na
druhy vstup (20) napéiového bistabilného
cbvodu (19), obojsmerne pripojeného na
mikropod¢ita¢ (2], zatial ¢o prudovy boénik
(12} je pripojeny jednak na spétnovézob-
ny wvstup (14) stabilizdtora (9) pridu a jed-
nak na analégovy vstup (15) analdgovej
paméte (16) pradu pripojenej na mikropo-
tita¢ (2), kym vystup analégove] pamite
(16) pridu je pripojeny na {islicovy volt-
meter (17) obojsmerne pripojeny na mikro-
pocital (2).
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